AzuRel80

Descrigao: Azulejo do século XVIII-XIX (1790-1820);
Origem: Lisboa.

Amostras: Fragmentos e uma sec¢ao semi-polida em deposito
no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.
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Caracterizagao Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

Azulejo com algumas linhas de Chacota avermelhada compacta.
craquelé.
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AVAVNRE(ON Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 11.2mm x130 BSECOMP 40Pa. -~ t Y Jooum 20.0KV 11.2mm x120 BSECOMP 40Pa . " dooum 20.0kV 11.2mm x120 BSECOMP 40Pa

 Observa-se craquelé.

 Espessura do Vidrado = 617 um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Curva de Absorgéo de Agua (Chacota)

AVAVXNRE{ON Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE
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Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

(kg/m?) 2869
Massa volumica aparente

(kg/m?) 1820
Porosidade aberta

(vol %) 336
Coeficiente de capilaridade 06
(kg/m?/h72) ’
Teor maximo de agua 17.9

(%)

voltar ao indice




AN KON Caracterizagdo Fisica: POROSIDADE DE MERCURIO

Curvas de Porosimetria (Chacota)
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Procedimento: baseado na norma ASTM D4404-84.
Equipamento: Porosimetro Quantachrome Autoscan

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Cobina(;éo | ombinagéo
K_Ca_Sn_Pb Al_Si_Fe

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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AzuRe180 EDS Vidrado.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe180/AzuRe180_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE
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AzuRe180 EDS Interface.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe180/AzuRe180_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe180/AzuRe180_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si Cl K Ca Ti Fe Sn Pb

309 011 444 2878 - 471 092 - 041 839 4915
vidradobraco
243 1,62 13,01 3589 0,08 49 20665 168 754 - 6,14
chacotmo terface)
1,78 1,88 13,33 3504 -- 248 3257 104 899 - 290

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, nédo
considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

AVOXCURON Caracterizagdo Quimica/Mineraldgica: ANALISE POR XRD

CHACOTA
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22,21 26,52 17,81 7,04 5,10 0,95 20,37

Equipamento: Difratometro de raio-X Bruker AXS-D8 Discover

voltar ao indice




Caracterizagao Quimica/Mineralogica:
ANALISE TERMICA POR TGA/DTA
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Equipamento: Analisador térmico TGA/DTA Netzsch STA 449 F3 Jupiter.

total com brancosLurdes esteves.ngb-taa

voltar ao indice




